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Name: Punkte: _ /31P

Datum: Note:

1)  Zustandsmaschine

l.a) Wie schaut die Zustandsmenge aus? /1P
1.b)  Welcher Zustand ist der Startzustand? __ /1P
1.c) Wie schaut die Eingabemenge aus? __/1P
1.d) Wie schaut die Ausgabemenge aus? __/1P
1.e) Um welchen Automaten handelt es sich? __ /1P
1.f)  Wie schaut die Zustandsiibertragungsfunktion aus? ___ /2P
1.g) Wie viele Flip-Flops werden fiir die Speicherung des Zustandes minimal benotigt? __/1P
1.h)  Wie schaut die Zustands- und Ausgabefolge aus? ___ /2P
Eingabe Start E1l EO EO EO E1l EO E1l E1l
Zustand
Ausgabe
1.i)  Beschreibe eine moglichst kurze Transition von Z1 tiber Z2 nach Z3 /2P
Eingabe Start
Zustand 71
Ausgabe
2) Halbleiterspeicher - Multiple Choice __/5P

Es konnen keine, eine oder mehrere Antworten richtig sein.

OTP-ROM Flash SRAM
Besitzt ein Floating Gate
Lesen funktioniert viel schneller als Schreiben
Ein Kondensator dient als Speicherelement
Kann mittels Batterie gepuffert weden
Kann nur einmal beschrieben werden
Kann mebhr als 1 Bit pro Speicherzelle speichern
Grundelement ist ein Feldeffekttransistor
Ist ein Nicht-Fliichtiger Speicher
Hat begrenzte Schreibzyklen
Ist ein dynamischer Speicher

Ooooooooood
Ooooooooood
Oogooooooood
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3) Synchrones Design

3ns A 3.a) Zeichne den kritischen Pfad ein /1P
A— 1 D—l 15ns Wie groB ist die Verzégerung im kritischen Pfad?
AB'
10ns D-I— & 10ns
. 3.b)  Erldutere, wieso es zu einem logischen Hazard in diesem Falle
B T 1 B" 15ns | =1y kommen kann 2P
G & B

3.c) Timing /3P

Vervollstdndige unten stehendes Timing Diagramm unter Beriicksichtigung der Verzégerungszeit. Eine Breite von
einem Kaéstchen entspricht 5ns.

3.d) Markiere im obigen Timing Diagramm die Auswirkung des logischen Hazards (des Glitches) __ /2P

3.e) BONUSFRAGE: Erweitere die Schaltung, um den logischen Hazard zu vermeiden __ 2P
4)  Ausgangstreiber - Multiple Choice ___ /4P
Es konnen keine, eine oder mehrere Antworten richtig sein.

Totem Open  Tri-
Pole Collector State

Anpassung an verschiedene Betriebsspannungen O O O
Kann hochohmig sein O O O
Kann bei '1' Strom treiben O O O
Benétigt externen Pull-Up Widerstand O O O
Arbeitet mittels Gegentaktendstufe O O O
Kann bei '0' Strom senken O O O
Mehrere Ausgénge konnen verbunden werden O O O
Kann eine LED ansteuern O O |
5) Datenintegritit - Kreuzsicherung __ 2P

Links wurden 16 Bit per Kreuzsicherung mit gerader Paritdt versendet. Ist es zu
einem Ubertragungsfehler gekommen?

Kann der Fehler korrigiert werden und wenn ja, wie?
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